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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Systemy Mikroprocesorowe w Technice
Pomiarowej

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Microcontroller Based Measurement Systems

Obowigzuje od roku akademickiego

2011/2012

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| Stopien

Profil studiow

Ogoélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

Stacjonarne

Specjalnos¢

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzaca modut

Katedra Elektrotechniki i Systemoéw
Pomiarowych

Koordynator modutu

dr inz. Aleksandra Sikora

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

Przedmiot kierunkowy

Status modutu Obowiazkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie modutu w planie studiow Semestr V

- semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr zimowy

Wymagania wstepne

Podstawy elektroniki 1, 2;
Technika mikroprocesorowa 1, 2;
Uktady elektroniczne w miernictwie 1.

Egzamin Nie
Liczba punktéw ECTS 2
Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajeé

30

w semestrze
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest zapoznanie studentéw z budowg nowoczesnych systemoéw pomiarowych
budowanych w oparciu mikrokontrolery; zapoznanie z ich budowag, sposobami wykorzystania

Sﬁ)lduiu uktadéw peryferyjnych do celéw pomiarowych, poznanie aspektéw zwigzanych z btedami
pomiarowymi wynikajgcymi z przetwarzania danych w systemie mikroprocesorowym oraz
reprezentacjg danych w systemie.

Symbol ) prol\jvoe{c?;zma odniesier’lie odniesier)ie do

efektu Efekty ksztalcenia zajoé 'do efektow efektow

(W/c/plinne) kierunkowych | obszarowych

W_01 | Ma wiedze na temat budowy systemu W K_W10 T1A_WO04
mikroprocesorowego oraz funkcji mikrokontrolera w
systemie pomiarowym

W_02 | Ma wiedze na temat reprezentaciji danych w w K_W10 T1A W03
systemie mikroprocesorowych (zapis stato i
Zmiennoprzecinkowy)

W_03 | Ma wiedze na temat btedow pomiarowych w K_W10 T1A_ W04
wynikajgcych ze sposobu przetwarzania danych
przez mikroprocesor.

W_04 | Ma wiedze na temat popularnych interfejséw w K_W03 T1A W03
szeregowych wykorzystywanych w technice K_W10 T1A_WO04
mikroprocesorowej.

U_01 | Potrafi rozrysowac¢ schemat blokowy systemu w K_Uo1 T1A_UO1
mikroprocesorowego i dobra¢ odpowiednie elementy K_U09 T1A U09
peryferyjne tego systemu dla osiggniecia
zamierzonego zadania pomiarowego.

U_02 | Potrafi oszacowac btedy pomiarowe w torze w K_U01 T1A U0l
pomiarowym wykorzystujgcym przetwarzanie A/C K_U17 T1A UQ9
sygnatu i jego obrébke z wykorzystaniem systemu
mikroprocesorowego.

K_01 | Student rozumie potrzebe statego uzupetniania w K_K01 T1A K01
wiedzy z obszaru systemow mikroprocesorowych

Tresci ksztalcenia:

1. Tredci ksztatcenia w zakresie wyktadu

Odniesienie

Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztalcenia
dla modutu

1 Klasyfikacja i kierunki rozwoju mikrokomputeréw jednouktadowych. Ich w_01
budowa, dziatanie i zastosowania. K_01

2 Wykorzystanie mikrokomputeréw jednouktadowych w przyrzadach Ww_01
pomiarowych lub systemach pomiarowych. Praca w czasie rzeczywistym. U_02

3 Systemy uruchomieniowe mikrokomputeréw jednouktadowych — sposéb ich u_01
wykorzystania w procesie projektowym.

4,5, Sposoby adresowania pamieci i uktadow we/wy. Komunikacja z uktadami W_02
we/wy. System przerwan i jego wykorzystanie. Rodzaje obstugi przerwan.

Przestania DMA.

6, 7, 8 | Kody liczbhowe wykorzystywane w systemach mikroprocesorowych (naturalne | W_02
binarne, U2, BCD, refleksyjne). Algorytmy i tablice w konwersji kodow. W_03
Arytmetyka zmiennoprzecinkowa.

9,10 Zasady sprzegania czujnikow pomiarowych z systemami Ww_03
mikroprocesorowymi.

11,12 | Obstuga przetwornikow A/C, tgcza szeregowego oraz wyswietlaczy LED i W_02

LCD alfanumerycznych i graficznych.
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13,14 | Lgcza szeregowe 12C i 1-wire w systemach mikroprocesorowych. Sposoby w_04
sprzegania uktadéw wykorzystujgcych ten standard. Obstuga zegaréw czasu
rzeczywistego, pamieci EEPROM.

15 Praca mikroprocesorowych przyrzadéw pomiarowych w systemach K_01
rozproszonych.

2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen

Odniesienie
N’r zajec Tresci ksztalcenia do efektoyv
éwicz. ksztalcenia
dla modutu

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
QOdniesienie
Nr zajeé do efektow

Tresci ksztatcenia

lab. ksztalcenia

dla modutu

4. Charakterystyka zadan projektowych

5. Charakterystyka zadah w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwium koncowe

W 02

W 03

W _04

U 01

U 02

k 01 | Kolokwium
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Bilans punktéw ECTS

. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 32
akademickiego
10 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,28
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 8
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentaciji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18
21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,72
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 50
23 Punkty ECTS za modut 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 28
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 1,12

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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